
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ポリエチレンをＴｅｘＴｏｏｌｓによりＯＤＦ解析 

 

 

 

 

 

 

 

 ＣＴＲソフトウエアとＴｅｘＴｏｏｌｓを使って 

 ポリエチレンの結晶方位の定量値（ＶｏｌｕｍｅＦｒａｃｔｉｏｎ）を求める。 
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概要 

 高分子材料の方位解析ではＸＲＤによる極点測定からＯＤＦ解析が行われる。 

   本資料では、ポリエチレンの極点図測定、極点処理、ＯＤＦ解析の流れを説明致します。 

 

ポリエチレンの基本データを確認する。 

 MaterialDataソフトウエアでポリエチレン基本データを確認 

  

 

   

 相対強度と２θ角度から{110},{200},{020}極点図を測定する。 

 

 

 

 

 

 



CreateProfileソフトウエアでプロファイルを確認する 

  

実試料によるプロファイル測定 

 DS=1/2deg、RS=0.3ｍｍ、SS=1/2deg  ２θ/θスピード 10deg/min 測定間隔 0.02deg 

 

  

  ピーク位置を実測し、ピーク位置から３度位離れた位置をバックグランドとする 

 

 透過法も同様に測定位置を決定する 
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実試料の吸収係数の測定 

 DS=1/2deg, SRS=0.3mm SS=1/2deg 

 28.7deg-> 29.0deg  sampleing 0.02deg  speed 1deg 

  

         I0 

 

 

        シリコン粉末 

 

 

 

        Is 

            

        PE試料 

 

 

 

 

 吸収係数 ｕｔ＝－ｌｎ（Ｉｓ／Ｉｏ） 

 

 

 

 極点測定 

 透過法 

  DS=0.1mm、SS,RS=6ｍｍ （ゴニオ半径１８５ｍｍ） 

  α軸 0->40deg 

  β軸  0->360deg  5degstep  300deg/min 

  反射法 

  DS=1/4deg+2mm  SS,RS=6mm  SchulzSlit=1mm 

  α軸  20->90deg 

  β軸  0->360deg 5degstep 300deg/min 

   

 ゴニオ半径が２８０ｍｍの場合、受光スリットは１０ｍｍを使用する。 

 

 以降の説明の極点図は、LaboTexで作成した極点図です。 

 

 

 

 

 

 

 



ODFPoleFigure2 ソフトウエアによる反射極点図データ処理 

 

 吸収補正 

補正プロファイル（ｕｔ＝１．０では、補正曲線は直線になります） 

  

 

 

 



 バックグランドの確認 

 

 

  

 拡大 

  

 若し、バックグランドが、ｍｉｎＰより大きい場合 

 PoleBackgroundEditerソフトウエアで強制的に修正します。 

 

 

 

 

 



一括補正 

 

 

 

 

 

同様に透過法データも補正を行う。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



透過法、反射法データの接続 

 PFConnectionソフトウエアでデータの接続を行う。 

 

  

 

  

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 



接続した極点図からＴｅｘＴｏｏｌｓ入力データを作成 

 PFtoODF3ソフトウエアで作成 

 

 ３つの極点図を一括選択 

   TexTools(pol)で作成 

 

 

 



ＴｅｘＴｏｏｌｓでＯＤＦ解析 

 PFtoODF3で作成した POLファイルを指定 

 

 PEの格子定数を入力 

  OKで ODF解析 

 

 

 

 

 

 

 



再計算極点図と逆極点図表示 

 

ND       RD 

 

ＶａｌｕｅＯＤＦＶＦソフトウエアで入力極点図のエラー（Ｒｐ％）を計算 

 

Rp%が±３％以内であり、正常入力データである事が分かります。 



 

結晶方位の解析 

 逆極点図から、NDは、＜０１０＞、＜１００＞、＜１１０＞が考えられ 

  

 MD方向は＜００１＞と考えられます。 

 組み合わせは 

  ｛０１０｝＜００１＞ 

  ｛１００｝＜００１＞ 

  ｛９４０｝＜００１＞  PEの<110>は{940}と直交 

 この結晶方位のＥｕｌｅｒ角度を CrystalOrentationDisp ソフトウエアで確認 

  

  

  

 



 PEの<110>は{940}と直交の確認 

 InverseDirectionソフトウエアで確認 

 逆極点の Directionmode（これが普通の表現法） 

  

 次に の Planeを計算 

  

 Direction表現<110>は、Plane表現{940}に変換されます。 

 

 

 

 



｛０１０｝＜００１＞、｛１００｝＜００１＞、｛９４０｝＜００１＞の方位位置を確認 

GPODFDisplayソフトウエアで TexTools解析の ODFを読み込む 

  

 TexToolsの対称 ODF図は、φ１が 0->180で表現されていることが分かります。 

 {010}<001>方位位置の確認は、Polyethyleneの Orientationを呼び出します。 

  

 

 

 



  

 {010}<001>から Euler角度(90,90,0)を得ます。この結晶方位図を表示します。 

  

 結晶方位図を表示後、ReturnStructureで ODF図上にマークが表示されます。 

  

  

  

 

 

 

 

 



｛９４０｝＜００１＞も同様な操作を行う。 

 

  

 

 



｛１００｝＜００１＞も同様操作 

 

 しかし、ＯＤＦ値が低い 

 

 {100}<001>からφ１が回転した位置の方位が存在しています。 

 

 

 

 



CrystalOrientationDispで確認 

 

 

 

 

などの方位が考えられます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ＴｅｘＴｏｏｌｓによる VolumeFraction計算 

｛０１０｝＜００１＞のＥｕｌｅｒ角度から 

 

 

｛９４０｝＜００１＞のＥｕｌｅｒ角度から 

 

 



残る方位は広がっているので、範囲を広げて求めます。 

 

 

この様に求められます。 

 

 

｛００１｝極点図でMD方向が＜００１＞の確認が出来ます。 

  

 MD方向は＜００１＞であるが若干の広がりを持っています。 

 

 

 

 

 



ＴｅｘＴｏｏｌｓのみで行う場合 

 

φ１を０－＞１８０に変更 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

この値から VolumeFractionを求められます。 

ＴｅｘＴｏｏｌｓの場合、最大ミラー指数が小さいため、 

（９０，９０，５５）が｛２１０｝と計算される。 

 

(90,90,55)から{15,7,0}<001>が計算され 

{15,7,0}<001>から 

(90,90,54.96)が計算されます。 


